
TOF-SIMS法

TOF-SIMSによる錠剤内部観察

錠剤内部の成分分布

TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) は、固体試
料表面にイオンビームを照射し、その表面から放出される二次イオンの質量飛行
時間差を利用して分離検出する手法です。
イオンビームが照射された試料の表面は、ほぼ非破壊です。

試料表面から数nmの深さに存在する元素や分子量等の情報を高感度で検出
するTOF-SIMSは、開発段階の製剤設計や品質評価、上市後の他社製品と
の比較に有効な手法です。

測定視野；250×250 μm

スケールバー；100 μm

添加剤 A

API (有効成分)

添加剤 B

内部を観察するため錠剤を半分割し、ミクロトームを用いて断面を平滑に
した後、錠剤成分の分布確認を行いました。測定で得られた質量スペクト
ルの解析から、API (有効成分) と添加剤を抽出し、各成分を可視化するこ
とで、分布の均一性や特定の成分の偏析を確認できます。

適用 成分分布評価 同定 製品調査 錠剤評価 多層コーティング粒子評価


